Вопросы к экзамену по курсу

Микропроцессорные измерительные системы

1. Методология и этапы проектирования МПИС 
2. Выбор и оценка МП комплектов при использовании в измерительной аппаратуре 
3. Основные направления применения МП в измерительной технике. Использование ПЭВМ РС в измерительной технике, достоинства и недостатки. 
4. Архитектура ИС с МП и ПЭВМ. Поколения ИИС, их сравнение. 
5. Принципы организации связи и обмена данными МП системы с внешними устройствами. Программно-управляемый обмен с АЦП и ЦАП. Пример программы. 
6. Программно-управляемый обмен МП через схему параллельного интерфейса с АЦП и ЦАП. Пример программы обмена. 
7. Обмен по прерыванию процессора с внешними устройствами. Пример обмена с многоканальной системой. 
8. Обмен МП с АЦП и ЦАП по принципу изолированных линий. Пример программы обмена. 
9. Улучшение метрологических характеристик ИС. Структурные схемы систем, алгоритмы работы, оценка погрешностей. 
10. Методы уменьшения погрешностей дифференциальной нелинейности АЦП и измерительных приборов с помощью МП. Калибровка вольтметров с помощью МП. 
11. Децентрализация измерения и управления в сложных ИС. SCADA-системы. Общие понятия и структуры. 
12. Осциллографы со встроенным МП. Структурные схемы, режимы работы. 
13. Система автоматизированного проектирования и отладки МП устройств. Внутрисхемные эмуляторы. 
14. Средства автоматизации проектирования и тестирования МП систем. Логический и сигнатурный анализаторы. 
15. Быстродействующий АЦП для ПЭВМ РС. Режимы работы. 
16. Программно-управляемые адаптивные АЦП и ЦАП. Перестраиваемые АЦП на базе однокристального микроконтроллера КМ1816ВЕ48/51. 
17. Цифровые процессоры обработки сигналов, классификация, особенности архитектуры. Схема К1813, ее система команд и программное обеспечение. 
18. Программирование обмена по прерываниям на примере вывода данных через плату параллельного обмена в микроЭВМ. 
19. Применение МП и микроЭВМ для предварительной обработки измерительной информации, сжатие данных, цифровой фильтр. 
20. Области применения ПЭВМ типа РС. Структура ИС на базе РС. Достоинства и недостатки РС. Индустриальные РС. 
21. Метод морфемного анализа сигналов. Алфавит, способы построения морфемно-образующего блока. 
22. Локализация источника сигнала акустической эмиссии в системе технической диагностики состояния и целостности объектов. Погрешность локализации. 
23. Система технической диагностики состояния и целостности объектов, использующая сигналы акустической эмиссии. Проблемы и способы реализации. 
24. Принцип работы сканирующего зондового микроскопа. 
25. Основные типы сканирующих зондовых микроскопов. Типы используемых зондов. 
26. Принцип организации обмена информацией между сканирующим зондовым микроскопом и РС. Возможности программирования СЗМ. 
27. Интеллектуальные измерительные приборы. Организация связи с оператором.
